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Ce travail a pour objectif de déterminer les relations entre les différentes propriétés électriques (ferro, piézo et diélectriques), la texture et la
microstructure de films de PLZT déposés sur des électrodes métalliques. Les échantillons sont réalisés in situ par pulvérisation cathodique multicible sur
des substrats Si/SiO,/TiO,/Pt(111) ou MgO/Pt(100), la composition des films est 10/40/60, la structure du matéraiu est quadratique. Afin de permettre

la croissance de la phase pérovskite, une fine couche de TiOx est déposée préalablement au film.

iJL. » l >

01 (119) |
AN

Diminution de la vitesse de
descente en tempéature

Oxydation de la
(100) couche de Titane

i

Schéma montrant

la prédominance des
orientations (100),
(001) ou (111)

suivant les conditions

-

Substrat : /110, /Pt/T10,/S10,/S1

Film <111>

-

Intensite [unite relative)

50

> ’ ‘ 40 %f
: o =
74
Rugosité RMS: 43.5 nm : &

d’ élaboration

(nC/cm)

(n 0 1) II SN /4
' sursubstatMgOpt  f i =
2 0 2 5 3 O 3 5 4 0 4 5 50 Champ appliqué (kV/cm)

----------------------------------------------------------
2% Y
* S
TS .

Les diffractogrammes montrent la bonne
cristallisation de la phase pérovskite sans phase
secondaire. Les conditions d’ élaboration permettent,
toutefois, d’influencer la qualité cristallographique
des films et ainsi de favoriser |’ orientation (111),
(100) ou (111). Les conséquences sur la morphologie
des films sont |'existence de deux types de
microstructures : des grains de types «colonnaires»
rugueux (associés a |’ orientation (111), image AFM du
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Comparaison des propriétés diélectrigues des différents films

en fonction de la fréquence en fonction de la tension appliqgué
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Comparaison des propriétés ferroélectriques des différents films
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Les résultats obtenus mettent en évidence les propriétés ferroélectriques de films de PLZT, présentant une forte anisotropie suivant
|” orientation des films. De plus, il est certain que le procédé de fabrication joue un réle prépondérant sur la microstructure influengant I’ orientation des
grains et donc, la microstructure. La minimisation des processus énergétiques/contraintes est probablement a | origine de ces différences de
microstructure.
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